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ABSTRAKT
Miary odpornosci modeli liniowych na zaburzenia w danych obserwacyjnych
— obserwacje nie-skorelowane i skorelowane

Prof. dr hab. inz. Witold Proszynski

Wprowadzenie
Podstawowe pojecia i stosowane dla nich oznaczenia

Ukfady liniowe, niesprzeczne i sprzeczne

Odwrotnoéci uogdlnione macierzy, pseudo-odwrotnosé

Operatory rzutowania i ich podstawowe wilasnosci

Defekt modelu i sposoby postepowania w przypadku jego zaistnienia
Liniowe modele losowe, standaryzacja modelu

Miary odpornosci wewnetrznej dla modeli losowych z obserwacjami
nieskorelowanymi

Relacja zaburzenie/odpowiedz w modelu liniowym

Relacja zaburzenie/odpowiedz w modelach liniowych z warunkami na niewiadome
Kryteria odpornosci wewnetrznej dla przypadku pojedynczego zaburzenia i wielu zabu-
rzen

Odpornosé¢ wewnetrzna modelu liniowego a poziom jego uwarunkowania

Przyktady liczbowe

Miary odpornosci wewnetrznej dla modeli losowych z obserwacjami
skorelowanymi

Relacja zaburzenie/odpowiedz w modelu liniowym

Miary odpornosci dla przypadku pojedynczego zaburzenia
Kryterium odpornosci dla przypadku pojedynczego zaburzenia
Przyktady liczbowe

Przestrzen zaburzen niedostrzegalnych w liniowych modelach losowych ....

Definicja i wazniejsze wtasnosci przestrzeni zaburzen niedostrzegalnych

Przyktad liczbowy

Aspekt probabilistyczny wystepowania w praktyce wektoréw nalezacych do przestrzeni
zaburzen niedostrzegalnych

Analiza odpornosci dla uktadow z dodatkowa wiedzg o parametrach

Metoda analizy odpornosci..
Przykfady liczbowe

Analiza odpornosci wewnetrznej dla modeli ,,Errors-In-Variables”
Zaleznosc¢ zaburzenie/odpowiedz w zlinearyzowanym modelu EIV
Wskazniki i kryteria odpornosci wewnetrznej dla zlinearyzowanego modelu EIV
Wzory dla specyficznych przypadkéw modeli EIV
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Przyktady liczbowe analizy odpornosci modeli losowych w podejsciu TLS i OLS
Wiasnosci uzupetniajgce operatoréw rzutowania

Wiasnosci uzupetniajgce operatora rzutu ortogonalnego
Interpretacja geometryczna operatora rzutu ortogonalnego
Wiasnosci uzupetniajgce operatora rzutu ukosnego
Wiasnosci operatora rzutowania dla modelu EIV

Aspekt praktyczny analiz odpornosci wewnetrznej modeli losowych
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